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摘要(译)

提供了用于通过电磁辐射与样本的相互作用来确定材料样本的特征的方
法和设备。该装置包括电磁辐射源，光学组件和检测器。光学组件顺序
地照射样品中的多个体积元件，其中样品中的强度分布基本上单调地从
第一光学路径中的第一区域下降并收集从每个体积元件发出的电磁辐
射。光学组件收集从每个体积元件发出的电磁辐射，其收集的分布基本
上单调地从第二光学路径中的第二区域下降。第一和第二区域在每个体
积元件中至少部分地重叠。检测器检测从每个顺序照射的体积元素发出
的收集的电磁辐射，以产生代表每个体积元素中的特征的响应。
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